NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 1646
STAN DAR D Premiére édition

First edition
1996-11

Modules photovoltaique
minces pour applicati

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 1646: 1996



https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a64de60f-681e-46f6-88ba-0741fb29852b/iec-61646-1996

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles aupreés du Bureau Central de
la CEL.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a ['établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie
En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se

reportera a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VEI), qui se présente sous forme de chapi

cation ont été soit tirés du Vi
approuveés aux fins de cette publicé

Symboles graphiques

Pour les symboles grs, P
signes d'usage générakapprouvé

consultera:
— la CEI liser en
électro-techpiqtre
- la C dques utilisables
sur le/ma é et compilation des

et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEIl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

separate chapters each dealing
/ Full details of the IEV will be
See also the IEC Multilingual

specifically approved for the purpose of this publication.

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;
and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a64de60f-681e-46f6-88ba-0741fb29852b/iec-61646-1996

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 1646
STAN DAR D Premiére édition

First edition
1996-11

Modules photovoltaiq
minces pour applicati

[1 CEI 1996 Droits de reproduction réservés [0 Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publication may be reproduced or utilized

utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, in any form or by any means, electronic or mechanical,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les including photocopying and microfilm, without permission
microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genéve Suisse

Commission Electrotechnique Internationale CODE PRIX X
International Electrotechnical Commission PRICE CODE
MemnyHaponHaﬂ SﬂeKTDOTeXHquCHaFl Homuccua

@ Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue



https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a64de60f-681e-46f6-88ba-0741fb29852b/iec-61646-1996

-2- 1646 © CE

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS ...

Articles

© 00 N o 0o~ W DN PP

=
o

Domaine d'application et objet
REFErENCES NOIMALIVES.......uviiiii e e e A e e e oo NG s
EChantillon ... e e N e e e N e e
Y =10 | U= Lo [T PP PTPPPPPTPTRPPRPPPTPIP/APPU- S W WU WU VU
R ST= 1L PO PP PPPTTTRTPOPPPPPPPTRTRRUURTZ /NI WUUPF UUTT:- UUO VEUURT AOUOPPPn
Conditions d'acceptation............cocceveeiiieeenriieee e .
Défauts visuels majeurs
Rapport d'eSSai........coovvveiiiiiiiieiiiiee e
Modifications..........ccccevvviiiiieeinnnn e N

Procédures d'eSSai .........cccvvrirveeeerniiiciedee e e

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

10.15 ESSaAIi A8 VIIHIAGE ... .utiiiiiie ettt e s e e e e e e et e e e e e e s e e nnrraeeaeees
10.16 Essai de Charge MECANIQUE .........coiuuiiiieiiiiieeiiie et site et et e sttt e st et sbe e naeeeaes
10.17 ESSAI Q1A GIEIE .....eeeiiieiiee et e e e e aa e
10.18 Exposition prolongée au rayonnement IUMINEUX ..........cooeierieeriieeeireeniee e siiesseee s
L0.19 RECUIL.....teieieeeiiee ittt et s e r et e s et e s e e e bt e sa e e e e e e be e e nn e e e nneeennneennns
10.20 Essai de courant de fuite en milieu humide ..o

1:1996

10
10
12
12
14
14
14
18

18
20
20
22
24
40
42
42
44
54
56
58
62
64
66
68
70
76
78
80


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a64de60f-681e-46f6-88ba-0741fb29852b/iec-61646-1996

1646 © |IEC:1996 -3-

CONTENTS

FOREWORD ...ttt r e e s s s s e e e e e e s

Clause

© 00 N o 0o~ W DN P

=
o

Yot ] o JSIR= Ta o ] o = ox (PR (FUPPPPRT PRSP
NOrMative refErENCES .......uveeiiiiie e s e e ol NG e DN e
ISF= 0 0] )11 Vo PRI GRS W NOUTRTIL NI USSR .
MAIKING -.veeeeieeeee e sineeessnneee s Conene e e s e D meee s
TeSHNG ccoeveieiiieieeee e AN N v N Y,
Pass criteria

10.1
10.2
10.3
104
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.L
10.11
10.12
10.13 DAmP NEAL tEST. ... ..ttt ettt e e e e et e e e e e e e e bb e e e e e e e e e e e e eeaeaeeas
10.14 Robustness of terminations tEST .........oiiiiiiiiiiiiie e
O T 1 B (= RPN
10.16 MechaniCal [0Ad tESt ........cuueiiiiiiie et e e anraee s
O o V1 I (= UURPPOR
000 T I o ot T 1 (] o R
L0.19 ANNEALING -..eeeeeeteeee ettt et e kbbbt bbbt e e e e anne s
10.20 Wet Ieakage CUMENT TEST.....civiiiiiiieieiiiieeeeeeeee e ee e et ee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaees

11
11
13
13
15
15
15
19
19
21
21
23
25
41
43
43
45
55
57
59
63
65
67
69
71
77
79
81


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a64de60f-681e-46f6-88ba-0741fb29852b/iec-61646-1996

—4-— 1646 © CEI:1996

Pages

Tableaux
1 RESUME dES NIVEAUX A'ESS@l..cceiiuetriiiieaeeeiiiitiieetee e e e e ittt e e ea e e s s aebeeeeeaeeesaasntaeeeaaeeesaannnnneeeaaeaeannns 18
2 Masses des billes de glace et ViteSSES d'@SS@l .....uuuuuuururiiriiiiiiiiiiiiiiiiieiuieieiereiererererer———————. 70
3 LOCAliSAtioN AES IMPACES ......veeeei ittt e et e ettt e e e bt e e e sbbe e e e sbneeeesnbneee e e 74

Figures

1 Séquence d'essais de qUAlIfICAtION. ..........ceoiiiiiiiiiiie e 16
2 Facteur de correction de NOCT .....ccuuiiiiiiiiiiiiiiieeee e e siiireeee e e flenea e e rreeeeee s 36
3 Plaque de réfErenCe ..o e T NG 38
4 Mesure de la NOCT par la méthode de la plaque de référence 38
5 Facteur de correction du VENL...........oooceiieieieeeiiiiiieene e sieeeeee e Ne e e N e N e e e N oo 40
6 Effet d'un échauffement localisé sur une cellule de type A ... ac..\vooeeree NG Neeeennd 44
7 CaracteriStiqUES INVEISES .....ccoiuiiieiiiiieeiiiieeeeniieeeesiieee e e eee s O o\ S e oo e Prreeeessnrneeesaes 46
8 Effet d'un échauffement localisé sur une cellule de type B ...\ .. 0 v veee\errrrerennnnnnneninnnneeens 46
9 Cas SP: connexion en série-paralléle.................. 50
10 Cas SPS: connexion en série-parallélé 50
11 Essai de cycle thermique..........ccooecee N e NG 56
12 Cycle humidit€-gel ........ccuvveiiiiviiieie i NG 60
13 Equipement pour I'essai de tenue a Ia 72
14 Localisation des points<d 74
84

Annexe A — Bibliogf?hi


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a64de60f-681e-46f6-88ba-0741fb29852b/iec-61646-1996

1646 © |IEC:1996 -5-

Page

Tables
1 SUMMArY OF LESTIEVEIS ...t 19
2 Ice-ball masses and teSt VEIOCIHIES .........ccooii i 71
I 1101 o= Tox [ Tox= 11 o] K S PO TP PP TOPPPPOUPPP 75

Figures
1 QuAlfiCatioN tESE SEQUENCE ......oeiiiiiiiie ittt ettt e e s e e e e enes 17
2 NOCT COIreCtON fACION........uiiiiiieieiiiiiieiee et rireeee e e e sirereeee e e e s fleneae e e e rrreeeeeeas 37
3 ReferenCe PIAte .......cooiiiiii i e T NG 39
4 NOCT measurement by reference-plate method 39
5  Wind cOrrection factor ........cocevviiiiie e e Ne e N N e e N e 41
6 Hot-spot effect iN type A Cell... .. e e e e\ e e\ e e e SN wnrnrnrnnns 45
7  ReVerse CharaCteriStiCS .......uuuuiiieeiiiiiiiiiieree e ersireer e e e e s S e 47
8 Hot-spot effect in type B CeIl.......oouiiiiiiiiiiiie e DN e e e N e e e e e e 47
9 Case SP: series-parallel connection...................., 51
10 Case SPS: series-parallel-series conp€ 51
11 Thermal cycling test.......ccoveiiiiireiiicie N NG 57
12 Humidity-freeze CyCle ........cooviiiiiiee DG 61
13 Hail test equipment 73
14 Impact locations..........S 75
85

Annex A — Bibliogrg\&hy S


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/a64de60f-681e-46f6-88ba-0741fb29852b/iec-61646-1996

-6- 1646 © CEI:1996

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV) EN COUCHES MINCES
POUR APPLICATION TERRESTRE -

QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET HOMOLOGATION

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondialké de ngfmalisatign composée

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de norm aines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, g S ationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel§ C i ytéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernem ementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl/colla S§0i avec |'Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées para antra organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les q MNg présentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, & es Copnités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sou internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports technigues ou g BNComités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internatignale) } de la CEIl s'engagent a appliquer de

internationales de la CEl dans leurs normes
et la norme nationale ou régionale

facon transparente, dans toute la mesure pessible,
nationales et régionales. Toute divergence entre

5) La CEIl n’a fixé aucune proe age conme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un ¢ écha a/A'une de ses normes.

dmerts de la présente Norme internationale peuvent faire
droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

de conversion ph

Le texte de (cet u de la Norme internationale CEl 1215 et des documents

suivants:

FDIS Rapport de vote
82/153/FDIS 82/166/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.
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1

2)

3)

4)

5)

6)

docume

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THIN-FILM TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES -
DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL

FOREWORD

entrusted to technical committees; any IEC National Committee interg
participate in this preparatory work. International, governmental ang
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborate
for Standardization (ISO) in accordance with conditions
organizations.

Attention is drawn,
of patent rights.

FDIS Report on voting
82/153/FDIS 82/166/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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MODULES PHOTOVOLTAIQUES (PV) EN COUCHES MINCES
POUR APPLICATION TERRESTRE -

QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET HOMOLOGATION

1 Domaine d’application et objet

La présente Norme internationale donne les exigences sur la qualification de la conception et
I'homologation des modules photovoltaiques en couches minces pour application terrestre et pour
une utilisation de longue durée dans les climats modérés d'air libre, définis dans la CEl 721-2-1.
Elle a été écrite en tenant compte de la technologie au silicium amorphe, mais peut aussi étre
applicable aux autres modules PV en couches minces. Des modifica la présente
séquence d'essais peuvent étre nécessaires a cause des caractéristi iques de ces
autres nouvelles technologies.

particularités des modules au silicium amorphe en couche
rayonnement lumineux est utilisée pour séparer la dégradati

lles au silicium amorphe, les
ineux et le recuit peuvent étre

des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au
k bion, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision”et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme
internationale sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEI et de I'|SO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 68-1: 1988, Essais d'environnement — Partie 1: Généralités et guide
Amendement 1 (1992)

CEIl 68-2-2: 1974, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essais B: Chaleur seche
Amendement 1 (1993)
Amendement 2 (1994)

CEl 68-2-3: 1969, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Ca: Essai continu de
chaleur humide
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THIN-FILM TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES -
DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL

1 Scope and object

This International Standard lays down requirements for the design qualification and type
approval of terrestrial thin-film photovoltaic modules suitable for long-term operation in
moderate open-air climates as defined in IEC 721-2-1. It is written with-amorphous silicon
technology in mind, but may also be applicable to other thin-film PV mod iles. Madifications to
this test sequence may be necessary due to the specific characteri 2_other new
technologies.

The test sequence is based largely on that specified in IEC 1215™ gualification
and type approval of terrestrial crystalline silicon PV modulgs. e anges have
been made to account for the special features of amorphqQus ‘sili in-filg modules. Light-
soaking is used to separate light-induced degradation from i echanisms, and
to provide the maximum power at the end of the test g an estimate of the long-term
performance of thin-film modules. Modules are annealed b 9 ycling and damp heat
tests in order to separate the annealing effects frg 30 resulting from these tests.

For thin-film technologies other than &me 0S8\ sil nts such as light-soaking
and annealing may differ or may pro 5 Ary. akage current test has been
added because all types of thin-film modiles axe apti oisture-induced corrosion.

The object of this test sequ e tal and thermal characteristics of the
module and to show, as fa ithi sonle constralnts of cost and time, that the

actual life expectancy 5 depend on their design, their envwonment
and the conditions,unde 3

This standard doe; J

constitute )s International Standard. At the time of publication, the editions
indicated normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based_on this International Standard are encouraged to investigate the possibility
of applying the mostrecent editions of the normative documents indicated below. Members of

IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance
Amendment 1 (1992)

IEC 68-2-2: 1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat
Amendment 1 (1993)
Amendment 2 (1994)

IEC 68-2-3: 1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady state
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CEl 68-2-21: 1983, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai U: Robustesse des
sorties et des dispositifs de fixation

Amendement 2 (1991)

Amendement 3 (1992)

CEI 410: 1973, Plans et régles d'échantillonnage pour les contrbles par attributs

CEl 721-2-1: 1982, Classification des conditions d'environnement — Partie 2: Conditions
d'environnement présentes dans la nature — Température et humidité
Modification 1 (1987)

CEIl 891: 1987, Procédures pour les corrections en fonction de la température et de
I'éclairement & appliquer aux caractéristiques I-V mesurées des dispositifs photovoltaiques au
silicium cristallin

Amendement 1 (1992)

de référence

CEIl 904-9: 1995, Dispositifs photovoltaiques — Parti¢
simulateurs solaires

CEIl 1215: 1993, Modules photovoltaiquesNPW)
Qualification de la conception et homologatio

CEI QC 001002: 1986, Regles de pro
composants électroniques (IECQ)
Amendement 2 (1994)

ne CEl d'assurance de la qualité des

3 Echantillon
Huit modules pou@ plus le nombre de modules de rechange désiré) doivent
3 igfeurs lots de production, conformément a la procédure
indiquée dans la ( ‘ doivent avoir été fabriqués a partir de matériaux et de
composants Specifi¥ alix schémas et aux procédures de fabrication correspondants
et doivent avq(r été 6le normal du fabricant et aux procédures du controle de la qualité
et de l'acceptal 3 on. Les modules doivent étre dans leur intégrité, jusqu'au moindre
détail, eKdoive \pagnés d'instructions de manipulation, de montage et de raccordement

production, la mention doit en étre faite dans le rapport d'essai (voir article 8).

4 Marquage

Chaque module doit porter clairement et de maniére indélébile les indications suivantes:

— nom, monogramme ou symbole du fabicant;

— type ou numéro du modeéle;

— numéro de série;

— polarité des bornes de sorties ou des conducteurs (un code de couleur est autorisé);

— tension maximale de systéme pour lequel le module est adéquat;

— valeur nominale et minimale de la puissance maximale dans les conditions d’essais
normalisés (STC), comme spécifié par le fabricant pour le produit type.

La date et le lieu de fabrication doivent étre marqués sur le module ou déductibles a partir du
numéro de série.
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IEC 68-2-21: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test U: Robustness of terminations
and integral mounting devices

Amendment 2 (1991)

Amendment 3 (1992)

IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 721-2-1: 1982, Classification of environmental conditions — Part 2: Environmental
conditions appearing in nature — Temperature and humidity

Amendment 1 (1987)

IEC 891: 1987, Procedures for temperature and irradiance corrections—to measured |-V
characteristics of crystalline silicon photovoltaic devices
Amendment 1 (1992)

IEC 904-1: 1987, Photovoltaic devices — Part 1: Measurements of photoyo
characteristics

and type approval
IEC QC 001002: 1986, Rules of Proc

tronic Components (IECQ)
Amendment 2 (1994)

or ;;

3 Sampling

Eight modules f

relevant drawing g s sheets and shall have been subjected to the manufacturer’s
normal msp i b pand production acceptance procedures. The modules shall be
complete ai aII be accompanled by the manufacturers handlmg, mounting

When the modutie be tested are prototypes of a new design and not from production, this
fact shall be noted irthe test report (see clause 8).

4 Marking

Each module shall carry the following clear and indelible markings:

— hame, monogram or symbol of manufacturer;

— type or model number;

— serial number;

— polarity of terminals or leads (colour coding is permissible);

— maximum system voltage for which the module is suitable;

— nominal and minimum values of maximum output power at STC, as specified by the
manufacturer for the product type.

The date and place of manufacture shall be marked on the module or be traceable from the
serial number.
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5 Essais

Les modules doivent étre répartis en groupes et soumis aux séquences d'essais de
qualification de la figure 1, les essais étant effectués dans l'ordre établi. Chaque case fait
référence au paragraphe correspondant de la présente norme. Les sévérités et la procédure de
I'essai en question, incluant les mesures initiales et finales si nécessaire, sont détaillées a
I'article 10. Cependant, pour les essais de 10.2, 10.4, 10.6 et 10.7, il convient de remarquer
que les procédures établies dans la CEl 891 pour la correction des caractéristiques |-V
mesurées en fonction de la température et de I'éclairement s'appliquent uniquement aux
modules linéaires. Si le module est non linéaire, ces essais doivent étre effectués dans
les limites des + 5 % de I'éclairement spécifié et dans les limites des = 2 °C de la température
spécifiée.

NOTE — Quand les mesures finales d'un essai servent comme mesures initiales polr I'essaksuivant dans la
séquence, elles n'ont pas besoin d'étre répétées. Dans ce cas, les mesures initialeg/soht gmises de I'essai.

En effectuant les essais, I'opérateur doit observer scrupuleusen 8S iN manipulation,
de montage et de raccordement préconisées par le fabricant. i 0l¢ D.4 peut étre omis
si les coefficients de température a et B sont déja cornnus. ogies en couches
minces autres que celles au silicium amorphe, CUui gsition prolongée au

rayonnement lumineux peuvent étre omis s'il es maniere concluante qu'ils ne
produisent aucun effet (changement ef i ale) infégieur a 0,5 %). Le rapport
d'essais doit donner les conditions d'u

Les conditions des essais sont résumée

6 Conditions d'accepta

Une conception de mgdwle j afisfaisant aux essais de qualification et, par
conséquent, comne éts ar la CEl, si chaque échantillon d'essai répond a
tous les critéres

i maximale fournie dans les conditions d'essais

normalisées ( ¢ imite prescrite aprés chaque essai;

e) les exigences\des essais 10.3 et 10.20 sont satisfaites.

Si deux modules ou plus ne satisfont pas a ces critéres, on doit considérer que la conception
ne répond pas aux exigences de la qualification. Si un seul module est défectueux au cours
d'un essai, deux autres modules remplissant les exigences de l'article 3 doivent étre soumis a
I'intégralité, depuis le début, de la séquence d'essais correspondante. Si un ou les deux
modules sont également défectueux, on considérera que la conception ne répond pas aux
exigences de la qualification. Si, cependant, les deux modules subissent avec succes la
séquence d'essais, on considérera que la conception répond aux exigences de la qualification.
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